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量子效率测试系统 · QUANTUM EFFICIENCY

IRDT-QE
系列探测器量子效率测试系统
IRDT-QE Series Detector Quantum Efficiency (QE) Test System

适用于可见光、短波、中波波段探测器量子效率检测，精准输出完整量子效率光谱曲线。清晰表征器件光谱选择响应能力，直观体现芯

片掺杂、缺陷等材料固有特性；同时兼容量子效率、相对光谱、光子转移等多项检测功能。
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可见光 Visible 短波 SWIR 中波 MWIR

核心测试能力 T E S T  O U T P U T  ·  量子效率光谱

短波 InSb 量子效率曲线 (QE) 测试值 vs 官方值

≈75
峰值量子效率

测试曲线与器件官方参考值在主要响应

区间趋势高度一致，可准确表征器件光

谱响应特性。

测试值 ≈ 官方值

灵敏度 & 光子转移曲线 S E N S I T I V I T Y  &  P H O T O N  T R A N S F E R  ·  I N S B  /  M C T

短波 InSb SWIR

灵敏度 SENSITIVITY 光子转移 PTC

中波 MCT MWIR

灵敏度 SENSITIVITY 光子转移 PTC

精准量子效率检测 · 一站式探测器表征
Precise QE measurement for IR detector characterization
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0.4~5.0μm
光谱范围

SPECTRAL RANGE

1nm
光谱分辨率

RESOLUTION

≤±5%
测试精度

TEST ACCURACY

核心光学器件

顶尖供应商

高效率 · 高可靠

FIRST-TIER SUPPLIERS

%

Peak QE · 短波 SWIR

IRDT-QE 量子效率测试系统

QE / Relative Spectrum / Photon Transfer

盈盛源科技 · IRDT-QE Detector Quantum Efficiency Test System


